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The

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC lis to
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f

this

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter/referred to

Publ

in tHe subject dealt with may participate in this preparatory work. Internationaly governmental a
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 8-1: Static load tests (fixed connectors) —
Test 8a: Static load, transverse

FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co

end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Te€hiical Specif

cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee in

mprising
promote
elds. To
cations,
hs “IEC
terested
hd non-

govgrnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborateq closely
with |the International Organization for Standardization (ISO) in accordance “with conditions deternjined by
agrepment between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an intefnational
consensus of opinion on the relevant subjects since each technicalneommittee has representation |[from all
interpsted IEC National Committees.

3) IEC |Publications have the form of recommendations for intepnational use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publ|cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or|for any
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Pubjications
trangparently to the maximum extent possible in“their national and regional publications. Any dijergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind|cated in
the lptter.

5) IEC |tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide cdnformity
asselssment services and, in some areas,-access to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All upers should ensure that they/have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual expprts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othe[ damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expgnses arising out (of *the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofher IEC
Publ|cations.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for'the correct application of this publication.

9) Attention istdrawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the siybject of
patept rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International-StandardHEC66542-8-t++Has—been plcpalcd by stbeommittee48B—Conn ctors,

of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

This standard cancels and replaces Test 8a of IEC 60512-5, issued in 1992. The structure of
IEC 60512 series is explained in [IEC 60512-1-100.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/2154/FDIS 48B/2188/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60512 series, under the general title Connectors for electronic
equipment — Tests and measurements, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,
* withdrawn,

* repfaced by a revised edition, or
* amgended.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 8-1: Static load tests (fixed connectors) —
Test 8a: Static load, transverse

1 Scope and object

This pgart of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for)ftesting
connegtors within the scope of technical committee 48. It may also be used for similar devices
when dpecified in a detail specification.

The oljject of this standard is to detail a standard test method to assess) the suitability of a
fixed cpnnector for use in applications where it may be subject to transyerse stresses.

2 Ngrmative references

The following referenced documents are indispensable for(the application of this document.
For dajed references, only the edition cited applies. For.Gndated references, the latest |edition
of the feferenced document (including any amendments).applies.

IEC 60512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-1:
General examination — Test 1a: Visual examination

3 Preparation of the specimen

The specimen shall not be wired but'shall be fitted with such accessories as may be rgquired
by the |[detail specification.

Unlessg otherwise specified, the specimen shall be mounted in the normal manner, us|ng the
normal panel or chassis—cut-out as laid down in the detail specification.

NOTE [The plate should\be strong enough to sustain the applied forces. The length and width of the platg should
be such|that the contour of the specimen is exceeded.

4 Tedst method

A Spebiﬁcu' force—statttbe dppiicu' to—the bpcbilllcll at—the pUiIIt anc—m—the—directior (S) as
specified in the detail specification. This force shall be steadily increased up to the specified
value and, unless otherwise specified in the detail specification, maintained for 1 min. Unless
otherwise specified in the detail specification, the force shall be parallel to the mounting plate.

5 Final measurements

a) Visual examination (IEC 60512-1-1, test 1a).
b) Applicable operational characteristics.

NOTE if applicable, the detail specification may require a sealing test from the IEC60512-14 series or an ingress
protection test according IEC 60529.
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6 Requirements

There shall be no damage which would impair normal operation.

7 Details to be specified

When this test is required by the detail specification, the following details shall be specified:

Y

mounting of the specimen, including dimensions of the panel cut-out;

O

type of accessories, if required;

o O

)

)

) valpe of the force, and the rate of increase;

) locgtion, direction(s) and duration of the application of the force;
)

D

shgpe of the fixture or tool used for applying the force;

—h

) requirements for final measurements;

any deviation from the standard test method.

«Q
-
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 8-1: Essais sous charge statique (embases) -
Essai 8a: Charge statique transversale
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AVANT-FROFOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de\ horm
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). U
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
hines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités_~"publie des

c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confi
tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujetytraité peut partici
hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en-liaison avec la CEl, p3
bment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatig
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techriques représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux d
Pssés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recemmandations internationales et sont
ne telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qu
ure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resfg
bventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui énest faite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager I'uniformité internationale, les-Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans|

ire possible, a appliquer de fagon transparénte les Publications de la CEIl dans leurs pubj
nales et régionales. Toutes divergences .entre toutes Publications de la CEIl et toutes pub|
nales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

El elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indég
issent des services d'évaluation de‘-conformité et, dans certains secteurs, accedent aux mar

ication indépendants.
les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicati

ne responsabilité ne.dojt étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
Hataires, y compris /Ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
naux de la CEl, pour-tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de td
nage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice) et les_dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'att

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuv

réféﬁncées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
|’0bj,f de droits de propriété intellectuelle ou de droijts nnnlnglmc la CEl ne saurait étre ten

bntion estrattirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

hlisation
b CEIl a
ans les
Normes

hationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications access|bles au

be a des
ber. Les
rticipent
n (ISO),

mesure
b la CEI

agréées
e la CEI
onsable

toute la
ications
ications

endants
ues de

brmité de la CEIl. La CEl n'estlresponsable d'aucun des services effectués par les organigmes de

bn.
ires ou
Comités
ut autre
les frais
E| ou de

ications

bnt faire

le pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEl 60512-8-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace I'essai 8a de la CEl 60512-5, publiée en 1992. La
structure de la série CEl 60512 est expliquée dans la CElI 60512-1-100.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/2154/FDIS 48B/2188/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la serie CEl 60512, presentees sous le titre- général
Connetteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures, peut étre consuliéq sur le
site wgb de la CEl.

Le conpité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié-avant la qate de
stabilite indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch"| dans les dpnnées
relativgs a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* recpnduite,

* sugprimée,

* renpplacée par une édition révisée, ou
*+ amgndée.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 8-1: Essais sous charge statique (embases) -
Essai 8a: Charge statique transversale

1 Domaine d’application et objet

La pré
d’activ

égalenment étre utilisée pour des dispositifs similaires lorsqu’une spécification -particu

stipule

L’objef]
d’'une
subir d

2 Ré

Les d

non d
amend

CEl 60
Partie

3 Pr

Le spé
par la

Sauf s
découy
particu

NOTE

docum{nt. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les réfé

té du comité d’études 48, lorsque la spécification particuliere I'exige\Ell

bmbase a étre utilisée dans des applications dans lesquelleselle est suscept
es contraintes transversales.

férences normatives

bcuments de référence suivants sont indispenisables pour l'application du [

ments).

1-1: Examen général — Essai 1a: Examen visuel

gparation du spécimen

cimen ne doit pas étre.cablé mais il doit étre équipé des éventuels accessoires
spécification particuliere.

bécification_centraire, le spécimen doit étre monté de maniére normale, en utili
liere.

| convient que le support d’essai soit suffisamment robuste pour supporter les forces applig

convient

sente partie de la CEIl 60512 est utilisée pour les essais des connecteurs du dtl)maine

b peut
iere le

de cette norme est de définir une méthode d’essai normalisée,pour évaluer I'aptitude

ble de

résent
rences

tées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les événtuels

512-1-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesfres -

exigés

sant la

e normaleréalisée dans le panneau ou le chassis comme stipulé dans la spécification

uées. |l

que’la longueur et la largeur du support dépassent I’encombrement du spécimen.

4 Méthode d’essai

Une force spécifiée doit étre appliqguée au spécimen au point et dans la (les) direction(s)
stipulés dans la spécification particuliére. Cette force doit étre augmentée de maniére
continue jusqu'a la valeur spécifiée et, sauf indication contraire dans la spécification
particuliere, doit étre maintenue pendant 1 min. Sauf indication contraire dans la spécification

particu

liere, la force doit s’exercer parallélement au support d’essai.

5 Mesures finales

a) Examen visuel (CEl 60512-1-1, Essai 1a).
b) Caractéristiques de fonctionnement applicables.
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NOTE Si cela est applicable, la spécification particuliere peut exiger un essai d’étanchéité selon la série

CEIl 6051

2-14 ou un essai de protection contre I'intrusion selon la CEIl 60529.

6 Exigences

Il ne do

it pas y avoir de dommages susceptibles de compromettre le fonctionnement normal.

7 Deétails a spécifier

Lorsque cet essai est exigé par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre

indiqués.

a) moptage du spécimen, y compris les dimensions de la découpe pratiquée.dpns le
parnneau;

b) typp d’accessoires, si exigé;

c) valgeur de la force, et vitesse d’augmentation;

d) poipt d’application, direction(s) et durée de la force ;

e) forme du dispositif de fixation ou outil utilisé pour I'application de(la force;

f) exigences pour les mesures finales;
g) touf écart par rapport a la méthode d’essai normalisée.
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